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 我々のグループは、2010 年頃より負ミュオン(μ-粒子)ビームを用いた地球外物質の

特性 X線分析法の開発を進めてきた[1, 2]。電子の約 200 倍の質量を持つ負ミュオンビ

ームの最大の特徴は、測定試料内でミュオンが重い電子として振舞うことである。その

ためミュオンは電子よりも原子核に近い離散的な軌道を周回し、結果として、EPMA の

ような電子プローブ分析に比べ、約 200 倍のエネルギーをもつ特性 X 線を発生する(例

えば、炭素、窒素、酸素のミュオン特性 X線（Kα線）は、それぞれ 75 keV、102 keV、

133keV となり、1cm 程度の岩石試料であれば透過可能なエネルギーを持つ)。また入射

ミュオンの運動量を制御する事で、特性 X線を発生させる位置（すなわち、試料表面か

らの貫入の深さ）を制御できることから、物質内部の化学組成を軽元素から重元素まで

非破壊で分析することが可能となる。これまで小惑星リュウグウや月隕石の非破壊分析

などで成果をあげてきた[3, 4]。 

本研究ではミュオン非破壊分析の更なる高度化を目指し、(1) 入射ミュオンの飛跡を

トラックする三段のドリフトチェンバーを開発することで特性 X 線の二次元イメージ

化、(2) Ge 検出器での X 線のコンプトン散乱成分を反同時計数するコンプトンサプレ

ッサーを導入し軽元素分析の高感度化、を行なった。当日は、昨年スイスのポール・シ

ェラー研究所の大強度ミュオン連続ビームを用いて行なった実験結果について報告す

る。 
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